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(57)【要約】
【課題】ハードウェアの変更等の複雑で大掛かりな処理
を行うことなく、開放状態にある短絡-開放選択ピンを
起点とする静電気破壊を防止することができる電子内視
鏡接続システム及びこれに用いる静電気保護用の基板シ
ートを得る。
【解決手段】グランド接続ピン（６２ＧＰ、７２ＧＰ）
と短絡-開放選択ピン（６２ＡＰ、７２ＤＰ）との間に
は、短絡-開放選択ピン（６２ＡＰ、７２ＤＰ）が開放
状態にあるときに短絡-開放選択ピン（６２ＡＰ、７２
ＤＰ）を起点とする静電気破壊を防止するための避雷針
構造部が設けられている。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子内視鏡用プロセッサに対して、互換性を持つ複数の接続ピンを有するコネクタを介
して、第１の電子内視鏡と第２の電子内視鏡のいずれかを選択的に接続可能な電子内視鏡
接続システムであって、
　前記コネクタは、前記複数の接続ピン中に、前記電子内視鏡用プロセッサに対して前記
第１の電子内視鏡と前記第２の電子内視鏡のいずれを接続したときにも接地されるグラン
ド接続ピンを含んでいること；
　前記コネクタは、前記複数の接続ピン中に、前記電子内視鏡用プロセッサに対して前記
第１の電子内視鏡と前記第２の電子内視鏡の一方を接続したときに短絡状態となり他方を
接続したときに開放状態となる短絡-開放選択ピンを含んでいること；及び
　前記グランド接続ピンと前記短絡-開放選択ピンとの間に、前記短絡-開放選択ピンが開
放状態にあるときに該短絡-開放選択ピンを起点とする静電気破壊を防止するための避雷
針構造部が設けられていること；
　を特徴とする電子内視鏡接続システム。
【請求項２】
　請求項１記載の電子内視鏡接続システムにおいて、
　前記コネクタの複数の接続ピンを挿通する複数の挿通孔を有する絶縁性シートと、この
絶縁性シートの複数の挿通孔のうち少なくとも前記グランド接続ピンと前記短絡-開放選
択ピンを挿通する挿通孔の周囲に形成されて該グランド接続ピンと該短絡-開放選択ピン
に導通する導電性薄膜と、を有する基板シートをさらに備えており、
　前記避雷針構造部は、前記基板シートの前記導電性薄膜に形成されている電子内視鏡接
続システム。
【請求項３】
　請求項２記載の電子内視鏡接続システムにおいて、
　前記避雷針構造部は、前記基板シートの前記導電性薄膜のうち、前記グランド接続ピン
よりも前記短絡-開放選択ピンに近い位置に形成されている電子内視鏡接続システム。
【請求項４】
　請求項２または３記載の電子内視鏡接続システムにおいて、
　前記導電性薄膜は、前記絶縁性シートの片面または両面に形成されている電子内視鏡接
続システム。
【請求項５】
　請求項２ないし４のいずれか１項記載の電子内視鏡接続システムにおいて、
　前記基板シートは、前記電子内視鏡用プロセッサのコネクタソケットに内蔵されている
電子内視鏡接続システム。
【請求項６】
　請求項２ないし４のいずれか１項記載の電子内視鏡接続システムにおいて、
　前記基板シートは、前記第１の電子内視鏡と前記第２の電子内視鏡のコネクタプラグに
内蔵されている電子内視鏡接続システム。
【請求項７】
　請求項２ないし４のいずれか１項記載の電子内視鏡接続システムにおいて、
　前記基板シートは、前記第１の電子内視鏡または前記第２の電子内視鏡のコネクタプラ
グと前記電子内視鏡用プロセッサのコネクタソケットとの間に配置されている電子内視鏡
接続システム。
【請求項８】
　請求項２ないし７のいずれか１項記載の電子内視鏡接続システムにおいて、
　前記グランド接続ピンに導通する前記導電性薄膜は、前記コネクタの外側のフレームに
入った静電気を前記グランド接続ピンに逃がすためのフレーム用の避雷針構造部を有して
いる電子内視鏡接続システム。
【請求項９】
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　電子内視鏡用プロセッサに対して、互換性を持つ複数の接続ピンを有するコネクタを介
して、第１の電子内視鏡と第２の電子内視鏡のいずれかを選択的に接続可能であり、前記
コネクタは、前記複数の接続ピン中に、前記電子内視鏡用プロセッサに対して前記第１の
電子内視鏡と前記第２の電子内視鏡のいずれを接続したときにも接地されるグランド接続
ピンを含んでおり、前記コネクタは、前記複数の接続ピン中に、前記電子内視鏡用プロセ
ッサに対して前記第１の電子内視鏡と前記第２の電子内視鏡の一方を接続したときに短絡
状態となり他方を接続したときに開放状態となる短絡-開放選択ピンを含んでいる電子内
視鏡接続システムに用いる静電気保護用の基板シートであって、
　前記コネクタの複数の接続ピンを挿通する複数の挿通孔を有する絶縁性シートと、
　前記絶縁性シートの複数の挿通孔のうち少なくとも前記グランド接続ピンと前記短絡-
開放選択ピンを挿通する挿通孔の周囲に形成されて該グランド接続ピンと該短絡-開放選
択ピンに導通する導電性薄膜と、
　を有し、
　前記グランド接続ピンと前記短絡-開放選択ピンとの間に位置する前記導電性薄膜には
、前記短絡-開放選択ピンが開放状態にあるときに該短絡-開放選択ピンを起点とする静電
気破壊を防止するための避雷針構造部が形成されている、
　ことを特徴とする静電気保護用の基板シート。
【請求項１０】
　請求項９記載の静電気保護用の基板シートにおいて、
　前記避雷針構造部は、前記導電性薄膜のうち、前記グランド接続ピンよりも前記短絡-
開放選択ピンに近い位置に形成されている静電気保護用の基板シート。
【請求項１１】
　請求項９または１０記載の静電気保護用の基板シートにおいて、
　前記導電性薄膜は、前記絶縁性シートの片面または両面に形成されている静電気保護用
の基板シート。
【請求項１２】
　請求項９ないし１１のいずれか１項記載の静電気保護用の基板シートにおいて、
　前記グランド接続ピンに導通する前記導電性薄膜は、前記コネクタの外側のフレームに
入った静電気を前記グランド接続ピンに逃がすためのフレーム用の避雷針構造部を有して
いる静電気保護用の基板シート。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電子内視鏡接続システム及びこれに用いる静電気保護用の基板シートに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　電子内視鏡システムは、アナログからデジタルへの過渡期にあり、アナログ画像信号を
出力するアナログ内視鏡とデジタル画像信号を出力するデジタル内視鏡（第１の電子内視
鏡と第２の電子内視鏡）が併用されている現状である。このような電子内視鏡システムで
は、単一（共用）の電子内視鏡用プロセッサに対して、互換性を持つ複数の接続ピンを有
するコネクタ（共用コネクタ）を介して、アナログ内視鏡とデジタル内視鏡のいずれかが
選択的に接続可能となっている。
【０００３】
　コネクタは、複数の接続ピン中に、アナログ画像信号の伝送に用いるアナログ専用接続
ピンとデジタル画像信号の伝送に用いるデジタル専用接続ピンを含んでいる。電子内視鏡
用プロセッサにアナログ内視鏡を接続したときには、アナログ専用接続ピンが短絡状態に
なり、デジタル専用接続ピンが開放状態になる。逆に、電子内視鏡用プロセッサにデジタ
ル内視鏡を接続したときには、デジタル専用接続ピンが短絡状態になり、アナログ専用接
続ピンが開放状態になる。アナログ専用接続ピンとデジタル専用接続ピンは、電子内視鏡
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用プロセッサにアナログ内視鏡とデジタル内視鏡のいずれを接続するかによって短絡状態
と開放状態がスイッチする「短絡-開放選択ピン」である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０００－９２４７９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、本発明者の鋭意研究によると、開放状態にあるアナログ専用接続ピンと
デジタル専用接続ピン（短絡-開放選択ピン）は、オープン端子のハイインピーダンスと
なり、外部からのノイズ耐性が低い入力ポートになるため、開放状態にあるアナログ専用
接続ピンとデジタル専用接続ピン（短絡-開放選択ピン）を起点とする静電気破壊が起こ
り易いことが判明した。しかも、電子内視鏡と電子内視鏡用プロセッサを含む電子内視鏡
システムが一旦製造販売されてしまうと、その後のハードウェアの変更等によりアナログ
専用接続ピンとデジタル専用接続ピン（短絡-開放選択ピン）の終端処理を行うことは難
しい。
【０００６】
　本発明は、以上の問題意識に基づいてなされたものであり、ハードウェアの変更等の複
雑で大掛かりな処理を行うことなく、開放状態にある短絡-開放選択ピンを起点とする静
電気破壊を防止することができる電子内視鏡接続システム及びこれに用いる静電気保護用
の基板シートを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の電子内視鏡接続システムは、電子内視鏡用プロセッサに対して、互換性を持つ
複数の接続ピンを有するコネクタを介して、第１の電子内視鏡と第２の電子内視鏡のいず
れかを選択的に接続可能な電子内視鏡接続システムであって、前記コネクタは、前記複数
の接続ピン中に、前記電子内視鏡用プロセッサに対して前記第１の電子内視鏡と前記第２
の電子内視鏡のいずれを接続したときにも接地されるグランド接続ピンを含んでいること
；前記コネクタは、前記複数の接続ピン中に、前記電子内視鏡用プロセッサに対して前記
第１の電子内視鏡と前記第２の電子内視鏡の一方を接続したときに短絡状態となり他方を
接続したときに開放状態となる短絡-開放選択ピンを含んでいること；及び前記グランド
接続ピンと前記短絡-開放選択ピンとの間に、前記短絡-開放選択ピンが開放状態にあると
きに該短絡-開放選択ピンを起点とする静電気破壊を防止するための避雷針構造部が設け
られていること；を特徴としている。
【０００８】
　本発明の電子内視鏡接続システムは、前記コネクタの複数の接続ピンを挿通する複数の
挿通孔を有する絶縁性シートと、この絶縁性シートの複数の挿通孔のうち少なくとも前記
グランド接続ピンと前記短絡-開放選択ピンを挿通する挿通孔の周囲に形成されて該グラ
ンド接続ピンと該短絡-開放選択ピンに導通する導電性薄膜と、を有する基板シートをさ
らに備えることができる。この場合、前記避雷針構造部は、前記基板シートの前記導電性
薄膜に形成することができる。
【０００９】
　前記避雷針構造部は、前記基板シートの前記導電性薄膜のうち、前記グランド接続ピン
よりも前記短絡-開放選択ピンに近い位置に形成することができる。
【００１０】
　前記導電性薄膜は、前記絶縁性シートの片面または両面（少なくとも一面）に形成する
ことができる。
【００１１】
　前記基板シートは、前記電子内視鏡用プロセッサのコネクタソケットに内蔵することが
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できる。
【００１２】
　前記基板シートは、前記第１の電子内視鏡と前記第２の電子内視鏡のコネクタプラグに
内蔵することができる。
【００１３】
　前記基板シートは、前記第１の電子内視鏡または前記第２の電子内視鏡のコネクタプラ
グと前記電子内視鏡用プロセッサのコネクタソケットとの間に配置することができる。
【００１４】
　前記グランド接続ピンに導通する前記導電性薄膜は、前記コネクタの外側のフレームに
入った静電気を前記グランド接続ピンに逃がすためのフレーム用の避雷針構造部を有する
ことができる。
【００１５】
　本発明の静電気保護用の基板シートは、電子内視鏡用プロセッサに対して、互換性を持
つ複数の接続ピンを有するコネクタを介して、第１の電子内視鏡と第２の電子内視鏡のい
ずれかを選択的に接続可能であり、前記コネクタは、前記複数の接続ピン中に、前記電子
内視鏡用プロセッサに対して前記第１の電子内視鏡と前記第２の電子内視鏡のいずれを接
続したときにも接地されるグランド接続ピンを含んでおり、前記コネクタは、前記複数の
接続ピン中に、前記電子内視鏡用プロセッサに対して前記第１の電子内視鏡と前記第２の
電子内視鏡の一方を接続したときに短絡状態となり他方を接続したときに開放状態となる
短絡-開放選択ピンを含んでいる電子内視鏡接続システムに用いる静電気保護用の基板シ
ートであって、前記コネクタの複数の接続ピンを挿通する複数の挿通孔を有する絶縁性シ
ートと、前記絶縁性シートの複数の挿通孔のうち少なくとも前記グランド接続ピンと前記
短絡-開放選択ピンを挿通する挿通孔の周囲に形成されて該グランド接続ピンと該短絡-開
放選択ピンに導通する導電性薄膜と、を有し、前記グランド接続ピンと前記短絡-開放選
択ピンとの間に位置する前記導電性薄膜には、前記短絡-開放選択ピンが開放状態にある
ときに該短絡-開放選択ピンを起点とする静電気破壊を防止するための避雷針構造部が形
成されている、ことを特徴としている。
【００１６】
　前記避雷針構造部は、前記導電性薄膜のうち、前記グランド接続ピンよりも前記短絡-
開放選択ピンに近い位置に形成することができる。
【００１７】
　前記導電性薄膜は、前記絶縁性シートの片面または両面（少なくとも一面）に形成する
ことができる。
【００１８】
　前記グランド接続ピンに導通する前記導電性薄膜は、前記コネクタの外側のフレームに
入った静電気を前記グランド接続ピンに逃がすためのフレーム用の避雷針構造部を有する
ことができる。
【００１９】
　本明細書で「互換性を持つ複数の接続ピン」とは、単一（共用）の電子内視鏡用プロセ
ッサの接続ピン挿入孔に対して機械的かつ電気的に接続可能な同一仕様の複数の接続ピン
を意味する。ただし、同一仕様とは言っても、互換性を持つ複数の接続ピン毎に、電子内
視鏡用プロセッサとの間の信号伝送方式は異なり得る。例えば、互換性を持つ複数の接続
ピンは、単一（共用）の電子内視鏡用プロセッサに対して第１の電子内視鏡と第２の電子
内視鏡の一方を接続したときに短絡状態となり他方を接続したときに開放状態となる短絡
-開放選択ピンを含んでいる。つまり、「互換性を持つ複数の接続ピン」とは、このよう
な短絡-開放選択ピンを含み得る概念で使用する。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、ハードウェアの変更等の複雑で大掛かりな処理を行うことなく、開放
状態にある短絡-開放選択ピンを起点とする静電気破壊を防止することができる電子内視
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鏡接続システム及びこれに用いる静電気保護用の基板シートが得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１実施形態による電子内視鏡システム（電子内視鏡接続システム）の
全体構成を示すブロック図である。
【図２】図２（Ａ）は電子内視鏡用プロセッサのコネクタソケットにアナログ内視鏡（第
１の電子内視鏡）のコネクタプラグを接続した状態を示す図であり、図２（Ｂ）は電子内
視鏡用プロセッサのコネクタソケットにデジタル内視鏡（第２の電子内視鏡）のコネクタ
プラグを接続した状態を示す図である。
【図３】アナログ内視鏡（第１の電子内視鏡）またはデジタル内視鏡（第２の電子内視鏡
）のコネクタプラグと電子内視鏡用プロセッサのコネクタソケットの接続部を示す斜視図
である。
【図４】アナログ内視鏡（第１の電子内視鏡）のコネクタプラグと電子内視鏡用プロセッ
サのコネクタソケットの接続部を示す断面図である。
【図５】デジタル内視鏡（第２の電子内視鏡）のコネクタプラグと電子内視鏡用プロセッ
サのコネクタソケットの接続部を示す断面図である。
【図６】図４の断面図と図５の断面図を重ね合わせて見た図である。
【図７】本発明の第２実施形態による電子内視鏡システム（電子内視鏡接続システム）を
示す図３に対応する斜視図である。
【図８】本発明の第３実施形態による電子内視鏡システム（電子内視鏡接続システム）を
示す図６に対応する図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
＜第１実施形態＞
　図１～図６を参照して、本発明の第１実施形態による電子内視鏡システム（電子内視鏡
接続システム）１０について説明する。
【００２３】
　図１に示すように、電子内視鏡システム１０は、電子内視鏡用プロセッサ２０と、アナ
ログ内視鏡（第１の電子内視鏡）３０と、デジタル内視鏡（第２の電子内視鏡）４０と、
モニタ装置５０とを有している。電子内視鏡用プロセッサ２０には、アナログ内視鏡３０
とデジタル内視鏡４０のいずれかが選択的に接続可能となっている。
【００２４】
　電子内視鏡用プロセッサ２０は、照明光を発する光源ランプ２１と、この光源ランプ２
１が発した照明光の光量を調整する光量調整部２２と、この光量調整部２２が光量調整し
た照明光を集光する集光光学系２３とを有している。光源ランプ２１は、例えば、ハロゲ
ンランプ、キセノンランプまたはＬＥＤ等からなる。光量調整部２２は、例えば、駆動モ
ータ（図示せず）から供給された駆動電力によって回転する回転絞り板（回転チョッパ）
からなる。
【００２５】
　図２（Ａ）、（Ｂ）に示すように、アナログ内視鏡３０とデジタル内視鏡４０は、丸型
のコネクタプラグ６０とコネクタプラグ７０を有している。このコネクタプラグ６０とコ
ネクタプラグ７０は同一仕様であって、いずれも電子内視鏡用プロセッサ２０の丸型のコ
ネクタソケット８０に着脱自在となっている（コネクタ間に互換性を持たせている）。図
示は省略しているが、アナログ内視鏡３０のコネクタプラグ６０とデジタル内視鏡４０の
コネクタプラグ７０には、装置ＩＤを記録したＩＤメモリが設けられており、電子内視鏡
用プロセッサ２０には、このＩＤメモリと通信する通信部が設けられている。通信部がＩ
Ｄメモリと通信して装置ＩＤを受け取ることにより、電子内視鏡用プロセッサ２０は、該
電子内視鏡用プロセッサ２０に接続されているのがアナログ内視鏡３０とデジタル内視鏡
４０のいずれであるのかを識別することができる。
【００２６】
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　図２（Ａ）に示すように、電子内視鏡用プロセッサ２０にアナログ内視鏡３０が接続さ
れているとき、光源ランプ２１と光量調整部２２と集光光学系２３による照明光は、アナ
ログ内視鏡３０のコネクタプラグ６０からユニバーサルケーブル３１と操作部３２を経由
して挿入部３３の先端部まで延びるライトガイドファイバ（図示せず）に入射し、このラ
イトガイドファイバの先端部に設けられた照明レンズ（図示せず）から出射される。この
照明光は被検者の体腔内を照射し、その反射光が挿入部３３の先端部に設けられた撮像素
子（図示せず）で撮像されてアナログ画像信号となる。このアナログ画像信号は、アナロ
グ内視鏡３０の挿入部３３から操作部３２とユニバーサルケーブル３１を経由してコネク
タプラグ６０の内部まで延びるアナログ画像信号伝送ケーブル（図示せず）を介して、電
子内視鏡プロセッサ２０側に伝送される。電子内視鏡用プロセッサ２０の画像処理部２４
（図１）は、アナログ内視鏡３０から伝送されてきたアナログ画像信号に画像処理を施し
てモニタ装置５０に表示させる。
【００２７】
　図２（Ｂ）に示すように、電子内視鏡用プロセッサ２０にデジタル内視鏡４０が接続さ
れているとき、光源ランプ２１と光量調整部２２と集光光学系２３による照明光は、デジ
タル内視鏡４０のコネクタプラグ７０からユニバーサルケーブル４１と操作部４２を経由
して挿入部４３の先端部まで延びるライトガイドファイバ（図示せず）に入射し、このラ
イトガイドファイバの先端部に設けられた照明レンズ（図示せず）から出射される。この
照明光は被検者の体腔内を照射し、その反射光が挿入部４３の先端部に設けられた撮像素
子（図示せず）で撮像されてデジタル画像信号となる。このデジタル画像信号は、デジタ
ル内視鏡４０の挿入部４３から操作部４２とユニバーサルケーブル４１を経由してコネク
タプラグ７０の内部まで延びるデジタル画像信号伝送ケーブル（図示せず）を介して、電
子内視鏡プロセッサ２０側に伝送される。電子内視鏡用プロセッサ２０の画像処理部２４
（図１）は、デジタル内視鏡４０から伝送されてきたデジタル画像信号に画像処理を施し
てモニタ装置５０に表示させる。
【００２８】
　図３～図６を参照して、コネクタプラグ６０とコネクタソケット８０の接続部（アナロ
グ内視鏡３０と電子内視鏡用プロセッサ２０の接続部）及びコネクタプラグ７０とコネク
タソケット８０の接続部（デジタル内視鏡４０と電子内視鏡用プロセッサ２０の接続部）
の詳細な構造について説明する。
【００２９】
　図３に示すように、アナログ内視鏡３０のコネクタプラグ６０は、複数（本実施形態で
は２４本）の接続ピン６２を有しており、デジタル内視鏡４０のコネクタプラグ７０は、
複数（本実施形態では２４本）の接続ピン７２を有している。電子内視鏡用プロセッサ２
０のコネクタソケット８０は、複数（本実施形態では２４個）の接続ピン挿入孔８２を有
している。電子内視鏡用プロセッサ２０のコネクタソケット８０の接続ピン挿入孔８２に
対して、アナログ内視鏡３０のコネクタプラグ６０の接続ピン６２とデジタル内視鏡４０
のコネクタプラグ７０の接続ピン７２が互換性を持って挿入可能（接続可能）となってい
る。
【００３０】
　コネクタソケット８０の接続ピン挿入孔８２に対してコネクタプラグ６０の接続ピン６
２が挿入されると、アナログ内視鏡３０と電子内視鏡用プロセッサ２０が電気的に接続さ
れ、アナログ内視鏡３０から電子内視鏡用プロセッサ２０にアナログ画像信号が伝送され
る。
【００３１】
　コネクタソケット８０の接続ピン挿入孔８２に対してコネクタプラグ７０の接続ピン７
２が挿入されると、デジタル内視鏡４０と電子内視鏡用プロセッサ２０が電気的に接続さ
れ、デジタル内視鏡４０から電子内視鏡用プロセッサ２０にデジタル画像信号が伝送され
る。
【００３２】
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　図４に示すように、アナログ内視鏡３０のコネクタプラグ６０は、複数の接続ピン６２
中に、電子内視鏡用プロセッサ２０に対してアナログ内視鏡３０を接続したときに接地さ
れるグランド接続ピン６２ＧＰを含んでいる。
　図５に示すように、デジタル内視鏡４０のコネクタプラグ７０は、複数の接続ピン７２
中に、電子内視鏡用プロセッサ２０に対してデジタル内視鏡４０を接続したときに接地さ
れるグランド接続ピン７２ＧＰを含んでいる。
　すなわち図６に示すように、アナログ内視鏡３０のコネクタプラグ６０とデジタル内視
鏡４０のコネクタプラグ７０は、複数の接続ピン６２中と複数の接続ピン７２中に、電子
内視鏡用プロセッサ２０に対してアナログ内視鏡３０とデジタル内視鏡４０のいずれを接
続したときにも接地されるグランド接続ピン６２ＧＰとグランド接続ピン７２ＧＰを含ん
でいる。
【００３３】
　図４に示すように、アナログ内視鏡３０のコネクタプラグ６０は、複数の接続ピン６２
中に、電子内視鏡用プロセッサ２０に対してアナログ内視鏡３０を接続したときにのみ短
絡状態となってアナログ画像信号の伝送に寄与するアナログ専用接続ピン（短絡-開放選
択ピン）６２ＡＰを含んでいる。このため、電子内視鏡用プロセッサ２０に対してデジタ
ル内視鏡４０を接続したときには、アナログ専用接続ピン６２ＡＰと同じ位置の接続ピン
は、機械的には（見かけ上は）接続ピン挿入孔に挿入されているが、電気的には（実際上
は）開放状態であってデジタル画像信号の伝送に寄与しない。
　図５に示すように、デジタル内視鏡４０のコネクタプラグ７０は、複数の接続ピン７２
中に、電子内視鏡用プロセッサ２０に対してデジタル内視鏡４０を接続したときにのみ短
絡状態となってデジタル画像信号の伝送に寄与するデジタル専用接続ピン（短絡-開放選
択ピン）７２ＤＰを含んでいる。このため、電子内視鏡用プロセッサ２０に対してアナロ
グ内視鏡３０を接続したときには、デジタル専用接続ピン７２ＤＰと同じ位置の接続ピン
は、機械的には（見かけ上は）接続ピン挿入孔に挿入されているが、電気的には（実際上
は）開放状態であってアナログ画像信号の伝送に寄与しない。
　すなわち図６に示すように、アナログ内視鏡３０のコネクタプラグ６０とデジタル内視
鏡４０のコネクタプラグ７０は、複数の接続ピン６２中と複数の接続ピン７２中に、電子
内視鏡用プロセッサ２０に対してアナログ内視鏡３０とデジタル内視鏡４０の一方を接続
したときに短絡状態となり他方を接続したときに開放状態となるアナログ専用接続ピン６
２ＡＰとデジタル専用接続ピン７２ＤＰ（短絡-開放選択ピン）を含んでいる。
【００３４】
　ここで、開放状態にあるアナログ専用接続ピン６２ＡＰとデジタル専用接続ピン７２Ｄ
Ｐ（短絡-開放選択ピン）は、オープン端子のハイインピーダンスとなり、外部からのノ
イズ耐性が低い入力ポートになるため、開放状態にあるアナログ専用接続ピン６２ＡＰと
デジタル専用接続ピン７２ＤＰ（短絡-開放選択ピン）を起点とする静電気破壊が起こり
易い。
【００３５】
　そこで、本実施形態の電子内視鏡システム１０は、開放状態にあるアナログ専用接続ピ
ン６２ＡＰとデジタル専用接続ピン７２ＤＰ（短絡-開放選択ピン）を起点とする静電気
破壊を防止するために、静電気保護用の基板シート（以下単に「基板シート」と呼ぶ）１
００を搭載している。
【００３６】
　図３に示すように、基板シート１００は、電子内視鏡用プロセッサ２０のコネクタソケ
ット８０に内蔵されている。すなわち、コネクタソケット８０は、有底筒部材８０Ｘと、
この有底筒部材８０Ｘを覆う蓋部材８０Ｙとからなり、有底筒部材８０Ｘと蓋部材８０Ｙ
との間に基板シート１００が設けられている。有底筒部材８０Ｘには、上述した接続ピン
挿入孔８２と、この接続ピン挿入孔８２に挿入された接続ピン６２または接続ピン７２と
導通する複数（本実施形態では２４本）の接続ピン８４とが形成されている。蓋部材８０
Ｙには、有底筒部材８０Ｘの接続ピン８４と導通する接続ピン導通部８６が形成されてい
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る。接続ピン導通部８６は、ケーブルハーネスに接続されている。
【００３７】
　図３～図６に示すように、基板シート１００は、絶縁性シート１１０と、この絶縁性シ
ートの片面または両面（少なくとも一面）に形成された導電性薄膜１２０とを有している
。絶縁性シート１１０は、例えば、ポリイミド等の材料から構成することができる。導電
性薄膜１２０は、例えば、銅箔等の材料から構成することができる。
【００３８】
　絶縁性シート１１０は、丸型のコネクタソケット８０に収容可能な円形をなしており、
接続ピン８４を挿通する複数（本実施形態では２４個）の挿通孔１１２を有している。図
４～図６では、発明の理解を容易にするため、接続ピン８４の符号ではなく、接続ピン８
４に導通する接続ピン６２（グランド接続ピン６２ＧＰとアナログ専用接続ピン６２ＡＰ
を含む）及び接続ピン７２（グランド接続ピン７２ＧＰとデジタル専用接続ピン７２ＤＰ
を含む）の符号を付し、以下では主に後者の符号を使用して説明する。
【００３９】
　導電性薄膜１２０は、グランド接続ピン導通部１２２と、アナログ専用接続ピン導通部
１２４と、デジタル専用接続ピン導通部１２６とを有している。
【００４０】
　グランド接続ピン導通部１２２は、グランド接続ピン６２ＧＰとグランド接続ピン７２
ＧＰ（に対応する接続ピン８４）を挿通する挿通孔１１２の周囲から絶縁性シート１１０
の表面に形成されており、グランド接続ピン６２ＧＰとグランド接続ピン７２ＧＰ（に対
応する接続ピン８４）に導通する。
【００４１】
　アナログ専用接続ピン導通部１２４は、アナログ専用接続ピン６２ＡＰ（に対応する接
続ピン８４）を挿通する挿通孔１１２の周囲から絶縁性シート１１０の表面に形成されて
おり、アナログ専用接続ピン６２ＡＰ（に対応する接続ピン８４）に導通する。
【００４２】
　デジタル専用接続ピン導通部１２６は、デジタル専用接続ピン７２ＤＰ（に対応する接
続ピン８４）を挿通する挿通孔１１２の周囲から絶縁性シート１１０の表面に形成されて
おり、デジタル専用接続ピン７２ＤＰ（に対応する接続ピン８４）に導通する。
【００４３】
　グランド接続ピン導通部１２２とアナログ専用接続ピン導通部１２４からは、両者が互
いに接近するように枝部１２７が延出している。そしてこの枝部１２７が最接近する位置
に、アナログ専用接続ピン６２ＡＰが開放状態にあるときに該アナログ専用接続ピン６２
ＡＰを起点とする静電気破壊を防止するための避雷針構造部１２７Ｘが形成されている。
すなわち、開放状態にあるアナログ専用接続ピン６２ＡＰに対してＩＣが故障を起こし得
る高いレベルの静電気（例えば数ｋＶ以上）が掛かったときに、避雷針構造部１２７Ｘが
絶縁破壊を起こすことで、グランド接続ピン導通部１２２とアナログ専用接続ピン導通部
１２４が導通し、アナログ専用接続ピン導通部１２４からグランド接続ピン導通部１２２
に静電気を逃がすことができる。
【００４４】
　グランド接続ピン導通部１２２とデジタル専用接続ピン導通部１２６からは、両者が互
いに接近するように枝部１２８が延出している。そしてこの枝部１２８が最接近する位置
に、デジタル専用接続ピン７２ＤＰが開放状態にあるときに該デジタル専用接続ピン７２
ＤＰを起点とする静電気破壊を防止するための避雷針構造部１２８Ｘが形成されている。
すなわち、開放状態にあるデジタル専用接続ピン７２ＤＰに対してＩＣが故障を起こし得
る高いレベルの静電気（例えば数ｋＶ以上）が掛かったときに、避雷針構造部１２８Ｘが
絶縁破壊を起こすことで、グランド接続ピン導通部１２２とデジタル専用接続ピン導通部
１２６が導通し、デジタル専用接続ピン導通部１２６からグランド接続ピン導通部１２２
に静電気を逃がすことができる。
【００４５】
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　避雷針構造部１２７Ｘは、グランド接続ピン導通部１２２よりもアナログ専用接続ピン
導通部１２４に近い位置に形成されており、避雷針構造部１２８Ｘは、グランド接続ピン
導通部１２２よりもデジタル専用接続ピン導通部１２６に近い位置に形成されている。こ
のように、アナログ専用接続ピン６２ＡＰになるべく近い位置に避雷針構造部１２７Ｘを
設け、デジタル専用接続ピン７２ＤＰになるべく近い位置に避雷針構造部１２８Ｘを設け
ることにより、アナログ専用接続ピン６２ＡＰとデジタル専用接続ピン７２ＤＰ（短絡-
開放選択ピン）を起点とする静電気破壊を確実に防止することができる。
【００４６】
　また、基板シート１００は、電子内視鏡システム１０を一旦製造販売した後であっても
簡単にこれに組み込むことができるので、ハードウェアの変更等の複雑で大掛かりな処理
が不要である。
【００４７】
＜第２実施形態＞
　図７は、本発明の第２実施形態による電子内視鏡システム（電子内視鏡接続システム）
１０を示している。この第２実施形態では、基板シート１００を、アナログ内視鏡３０ま
たはデジタル内視鏡４０のコネクタプラグ６０またはコネクタプラグ７０と電子内視鏡プ
ロセッサ２０のコネクタソケット８０との間に配置している。この第２実施形態によって
も、ハードウェアの変更等の複雑で大掛かりな処理を行うことなく、開放状態にあるアナ
ログ専用接続ピン６２ＡＰとデジタル専用接続ピン７２ＤＰ（短絡-開放選択ピン）を起
点とする静電気破壊を防止することができる。
【００４８】
＜第３実施形態＞
　図８は、本発明の第３実施形態による電子内視鏡システム（電子内視鏡接続システム）
１０を示している。この第３実施形態では、導電性薄膜１２０のグランド接続ピン導通部
１２２が、コネクタ（コネクタプラグやコネクタソケット）の外側のフレームに入った静
電気をグランド接続ピン６２ＧＰまたはグランド接続ピン７２ＧＰに逃がすためのフレー
ム用の避雷針構造部１２２Ｘを有している。
【００４９】
＜第４実施形態＞
　図示は省略しているが、第４実施形態では、基板シート１００を、アナログ内視鏡３０
とデジタル内視鏡４０のコネクタプラグ６０とコネクタプラグ７０に内蔵することができ
る。この第４実施形態によっても、ハードウェアの変更等の複雑で大掛かりな処理を行う
ことなく、開放状態にあるアナログ専用接続ピン６２ＡＰとデジタル専用接続ピン７２Ｄ
Ｐ（短絡-開放選択ピン）を起点とする静電気破壊を防止することができる。
【００５０】
　以上の実施形態では、アナログ内視鏡３０とデジタル内視鏡４０を「第１の電子内視鏡
」と「第２の電子内視鏡」とした場合を例示して説明した。しかし、「第１の電子内視鏡
」と「第２の電子内視鏡」は、これに限定されるものではなく、互換性を持つ複数の接続
ピンを有するコネクタを介して電子内視鏡用プロセッサに接続されるものであれば、その
種類や数には自由度がある。
【００５１】
　以上の実施形態では、開放状態にあるアナログ専用接続ピン６２ＡＰとデジタル専用接
続ピン７２ＤＰ（短絡-開放選択ピン）を起点とする静電気破壊を防止するための「避雷
針構造部」を後付け可能な基板シート１００によって実現した場合を例示して説明した。
しかし、「避雷針構造部」は、基板シート以外の後付け可能なアタッチメント方式の構成
により実現してもよいし、「避雷針構造部」の機能を電子内視鏡や電子内視鏡用プロセッ
サに予め搭載させてもよい。
【００５２】
　以上の実施形態では、アナログ内視鏡３０とデジタル内視鏡４０において、グランド接
続ピンと短絡-開放選択ピンが一対一で対応するように設けた場合を例示して説明したが



(11) JP 2016-43022 A 2016.4.4

10

20

30

40

、グランド接続ピンと短絡-開放選択ピンの数はこれに限定されるものではない。
【符号の説明】
【００５３】
１０　電子内視鏡システム（電子内視鏡接続システム）
２０　電子内視鏡用プロセッサ
２１　光源ランプ
２２　光量調整部
２３　集光光学系
２４　画像処理部
３０　アナログ内視鏡（第１の電子内視鏡）
３１　ユニバーサルケーブル
３２　操作部
３３　挿入部
４０　デジタル内視鏡（第２の電子内視鏡）
４１　ユニバーサルケーブル
４２　操作部
４３　挿入部
５０　モニタ装置
６０　コネクタプラグ
６２　接続ピン
６２ＧＰ　グランド接続ピン
６２ＡＰ　アナログ専用接続ピン（短絡-開放選択ピン）
７０　コネクタプラグ
７２　接続ピン
７２ＧＰ　グランド接続ピン
７２ＤＰ　デジタル専用接続ピン（短絡-開放選択ピン）
８０　コネクタソケット
８０Ｘ　有底筒部材
８０Ｙ　蓋部材
８２　接続ピン挿入孔
８４　接続ピン
８６　接続ピン導通部
１００　静電気保護用の基板シート
１１０　絶縁性シート
１１２　挿通孔
１２０　導電性薄膜
１２２　グランド接続ピン導通部
１２２Ｘ　フレーム用の避雷針構造部
１２４　アナログ専用接続ピン導通部
１２６　デジタル専用接続ピン導通部
１２７　枝部
１２７Ｘ　避雷針構造部
１２８　枝部
１２８Ｘ　避雷針構造部
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